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Axio Imager Vario hace bien visibles sus muestras de investigación, desarrollo y 

seguridad de calidad; desde sus sensores más pequeños MEMS hasta las obleas 

XXL. Con un tamaño máximo de muestra de hasta 300 mm x 300 mm y la 

impresionante altura de muestra de hasta 254 mm, usted podrá analizar sus 

muestras grandes sin tener que usar ensayos destructivos Todo esto proporcio-

nado por una columna estable de gran diseño Pruebe su oblea en la sala blanca; 

Axio Imager Vario tiene el certificado DIN EN ISO 14644-1 y cumple los requisitos 

correspondientes para una sala blanca de clase 5. Finalmente con un eje 

motorizado en Z y un hardware para Auto Focus, se asegura que muestras 

con bajo contraste queden automáticamente en foco, de manera que siempre 

conseguirá óptimos resultados Y obtener siempre resultados óptimos.

Lleve al enfoque grandes muestras – de forma rápida y reproducible

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio




33

ZEISS Axio Imager Vario: Más sencillo. Más inteligente. Más integrado.

Amplíe sus limites  

Elija entre dos columnas manuales y una motorizada, 

y aprovéchese de un tamaño de muestra  máximo 

de hasta 300 mm x 300 mm y de la impresionante 

altura de muestra de hasta 254 mm. Tanto si se 

trata de muestras pesadas o en combinación con 

el microscopio de barrido láser LSM 700, gracias 

al robusto diseño de columna podrá beneficiarse 

de una estabilidad de confianza y evitar vibraciones. 

Amplíe sus posibilidades y elija  entre diferentes 

mesas de prueba para luz incidente y de transmisión, 

así como soportes de prueba.

Enfocado en todo momento

Para las muestras de superficie de muestras 

reflectantes y pobres en contraste puede equipar 

Axio Imager Vario con el hardware de rápido proc-

esamiento Auto Focus. Este sistema, garantiza una 

precisión de 0.3 veces la profundidad de foco y es 

adecuado tanto para luz incidente como para luz 

transmitida  El sensor registra modificaciones de 

la posición de enfoque. Las posibles desviaciones 

se compensan automáticamente. Incluso sus 

muestras más grandes se mantienen enfocadas 

durante el movimiento en x/y. 

Con certificado para su aplicación 

de sala blanca 

Las inspecciones de obleas y foto mascaras están 

sujetas a estrictos requerimientos en lo concerni-

ente a los requisitos de limpieza Axio Imager Vario 

con el certificado DIN EN ISO 14644-1 y en com-

binación con el kit de sala blanca, cubre los requi-

sitos correspondientes a su uso en sala blanca de 

nivel 5. El abanico completo de complementos, 

como el revólver de objetivo séptuple con protec-

ción antipartículas y pantalla anti estornudos 

asegura que sus muestras están limpias en todo 

momento. La funcionalidad de sus piezas queda 

completamente garantizada.
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Eche un vistazo a la tecnología que se esconde detrás

Para sus inspecciones en el acabado industrial, 

como por ejemplo las pruebas de superficie de 

muestras reflectantes y pobres en contraste, como 

tallados metálicos, obleas pulidas o estructuradas  

así como para la investigación necesita un sistema 

de enfoque que trabaje a alta velocidad y garantice 

una alta precisión de un máximo de 0,3 profundi-

dades de foco del objetivo. Estos requerimientos 

se pueden conseguir fácilmente combinando su 

Axio Imager Vario con el hardware Auto Focus y 

aprovechando un enfoque preciso y rápido en un 

amplio rango de captura de hasta 12000 µm. 

El hardware Auto Focus  está diseñado para 

aplicaciones en luz incidente y luz transmitida, 

en campo claro y campo oscuro, contraste de 

polarización, DIC e iluminación oblicua. 

Modo de funcionamiento

La luz estructurada y producida por un LED en el 

módulo de sensor del Auto Focus se envía a través del 

objetivo a la muestra y se refleja en su superficie. El 

sistema Auto Focus mide automáticamente las super-

ficies de máxima reflexión, manteniendo el enfoque 

en la superficie. El Auto Focus se puede configurar en 

tres modos diferentes según el estado de la muestra 

(reflectante / parcialmente reflectante / difusa) y con 

tres diferentes precisiones (exacta / equilibrada / 

rápida). El sensor registra las modificaciones y desvi-

aciones en la posición de enfoque y el control de 

Auto Focus las compensa automáticamente medi-

ante acceso directo al accionamiento Z del microscopio. 

Aumento de objetivo Máx. zona de captación en µm 
(superficie blanca reflectante)

Máxima precisión de la posición 
de enfoque (exacta) 
(~0,3 profundidades de campo 
del objetivo) en µm

Tamaño mínimo del objeto que 
se debe enfocar en µm

1,25x >12000 ~170,00 ~2000

2,5x >10000 ~42,00 ~1000

5x >10000 ~8,90 ~500

10x >8000 ~2,50 ~250

20x >4000 ~0,60 ~125

50x >700 ~0,25 ~50

100x >150 ~0,20 ~25

Principio de función Auto Focus, 1) LED, 2) Módulo de sensores, 3) Sensor, 4) Distribuidor de rayos, 5) Objetivo, 6) Muestra

Módulo de sensor
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Eche un vistazo a la tecnología que se esconde detrás 

La fabricación de semiconductores y la inspección de obleas se realiza en salas blancas para proteger sus 

componentes de impurezas que pudieran afectar a su funcionamiento. De la misma forma, las salas blancas 

deben cumplir ciertos requisitos en función de los requerimientos de la calidad del aire. Según DIN EN ISO 

14644-1 se subdividen en diferentes clases que se diferencian según el número y el tamaño de la partícula 

por m³. El Axio Imager está certificado para el uso en salas blancas según la norma DIN EN ISO 15644-1 y en 

combinación con el kit de salas blanca, puede usarse en una sala de nivel 5, que es la más utilizada. Esta 

corresponde con la norma original FED STD 209E (1992) de clase 100. El kit de la sala blanca consta de  

un revolver de objetivo séptuple, una protección antipartículas y una pantalla anti estornudos. Todos los 

componentes los recibirá doblemente empaquetados, sometidos a limpieza final y aptos para esclusas de aire.

Clase ISO Valores límite (partícula por m3) por partícula igual y mayor que

0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1,0 µm 5,0 µm

ISO 1  10 2

ISO 2 100 24 10 4

ISO 3 1.000 237 102 35 8

ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83

ISO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29

ISO 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293

ISO 7 352.000 83.200 2.930

ISO 8 3.520.000 832.000 29.300

ISO 9 35.200.000 8.320.000 293.000

Clases de sala blanca según DIN EN ISO 14644-1
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Amplíe sus posibilidades

La pequeña columna trípode manual permite 

un máximo de tamaño de prueba de 200 mm x 

200 mm en dirección x-y y alturas de prueba de 

hasta 254 mm.

La gran columna trípode manual permite un máximo 

de tamaño de prueba de 300 mm x 300 mm en 

dirección x-y y alturas de prueba de hasta 254 mm. 

Esta columna es apta para combinación con 

LSM 700.

La columna trípode motorizada permite un máximo 

de tamaño de prueba de 300 mm x 300 mm en 

dirección x-y y alturas de prueba de hasta 254 mm, 

y ofrece un control con tres botones según están-

dar industrial. Esta columna es apta para combi-

nación con LSM 700.
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Amplíe sus posibilidades

ZEISS Axio Imager Vario y ZEISS LSM 700

La combinación de Axio Imager Vario y LSM 700 

le abre un mundo nuevo de posibilidades. De 

hecho, las muestras que necesitan ser analizadas 

a alta resolución sin contacto parecen estar 

hechas a medida para esta combinación. Frag-

mentos finos con pequeños tamaños de aproxi-

madamente 120 nm pueden ser ópticamente 

resueltos con gran detalle (anchura y estructura 

de línea). Y con el LSM 700 podrá detectar los 

defectos más pequeños de la superficie (con un 

tamaño de unos pocos nanómetros) con estremada 

precisión de manera que pueda marcar su posición. 

Con el Axio Imager Vario, combinado con el 

LSM 700, podrá obtener topografías de marcas 

con láser y estructuras de células solares finas  

Será capaz de medir marcas de láser y determinar 

la rugosidad de la superficie con una mayor pre-

cisión. Otro ejemplo típico de aplicación es la for-

mación de topografía de las vías conductoras de 

plata de células solares de silicio sobre cuya base 

se puede juzgar la calidad de la impresión.
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Adaptado exactamente a sus aplicaciones

Aplicaciones típicas, muestras típicas Tarea Esto es lo que ofrece ZEISS Axio Imager Vario 

Células solares de silicio cristalinas •	 Análisis de la morfología de superficies
•	 Mediciones de los contactos metálicos (Silberfinger, embarrado)
•	 Mediciones y continuidad de las marcas de láser 

•	 Mesa manual o motorizada para luz incidente
•	 Kit de sala blanca 

Impresión para células solares •	 Altura y anchura de espacios en la plantilla •	 Mesa manual o motorizada para luz incidente
•	 Kit de sala blanca 

Célula solar de capa fina •	 Continuidad del aislamiento de la marca de láser 
•	 Profundidad de la marca de láser 
•	 Reparto y orientación de cristales, tensión y micro grietas en capa fina de 

silicio cristalina

•	 Mesa manual o motorizada con placa de cristal
•	 Módulo de luz transmitida 
•	 Hardware Auto Focus
•	 Kit de sala blanca 

Oblea •	 Control  de partículas, arañazos y defectos de patrón •	 Mesa manual o motorizada con chuck de oblea
•	 Kit de sala blanca 
•	 Hardware Auto Focus

Máscara fotográfica •	 Control de películas de cromo y partículas 
•	 Partículas en la capa de cromo 

•	 Mesa manual o motorizada con soporte de máscara
•	 Kit de sala blanca 
•	 Módulo de luz transmitida 
•	 Hardware Auto Focus

Inspección TFT LCD (ISO 13406-2) •	 Prueba de píxel encendido constantemente (tipo de error 1)
•	 Prueba de píxel negro constantemente (tipo de error 2)
•	 Prueba de subpixel defectuoso, encendido constantemente  

(tipo de error 3)
•	 Prueba de subpixel defectuoso, negro constantemente (tipo de error 3)

•	 Mesa manual o motorizada con placa de cristal
•	 Módulo de luz transmitida 
•	 Hardware Auto Focus

Industria automovilística •	 Prueba y desarrollo de materiales composites 
•	 Prueba de calidad de soldaduras
•	 Prueba de inclusiones y grietas
•	 Cálculo  de tamaño de partículas e inclusiones no metálicas

•	 Mesa manual o motorizada para luz incidente 
•	 Hardware Auto Focus

Recursos naturales •	 Análisis de textura y forma
•	 Análisis de poros 
•	 Análisis de fluorescencia
•	 Captura de imágenes 2D y 3D

•	 Mesa manual o motorizada con placa de cristal
•	 Módulo de luz transmitida 
•	 LSM 700

Industria aeroespacial •	 Prueba y desarrollo de materiales composites  
•	 Prueba de calidad de soldaduras
•	 Prueba de inclusiones y grietas
•	 Cálculo del  tamaño de partícula e inclusiones no metálicas

•	 Mesa manual o motorizada para luz incidente
•	 Hardware Auto Focus
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ZEISS Axio Imager Vario trabajando 

Luz incidente, C-DIC, EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95

Marca de plata Silberfinger en célula solar de silicio poli 
cristalina; EC Epiplan-APOCHROMAT 20x/0,60

Marca de plata  Reconstrucción 3D en célula solar de silicio poli 
cristalina; EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0,50

Célula solar de silicio mono cristalina

Marca de láser  Marca de láser  en célula solar de silicio poli 
cristalina; EC Epiplan-APOCHROMAT 20x/0,60
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50 µm

ZEISS Axio Imager Vario trabajando en la aplicación

Luz incidente, campo oscuro EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0,25

Luz incidente, campo oscuro, EC Epiplan-NEOFLUAR 
50x/0,95

Reconstrucción 3D: Con el módulo de topografía AxioVision se 
captó una pila Z y se representó como reconstrucción en 3D.

Pantalla de impresión 

Reconstrucción 3D en rotación
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100 µm

ZEISS Axio Imager Vario trabajando en la aplicación

Luz incidente, polarización; EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0,80

Célula solar de capa fina CdTe: Estructura láser sobre célula 
solar de capa fina en recubrimiento TCO sobre cristal; luz inci-
dente, polarización; EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0,80

Célula solar de capa fina de silicio: Superficie de una célula so-
lar de capa fina; luz incidente, polarización; EC Epiplan-APO-
CHROMAT 50x/0,95

Célula solar de capa fina

Célula solar de capa fina de silicio; superficie de una  célula so-
larde capa fina; luz incidente, polarización con placa Lambda; 
EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95
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200 µm

ZEISS Axio Imager Vario trabajando en la aplicación

Luz incidente, campo oscuro; EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0,30

Oblea con restos: Luz incidente, C-DIC; EC Epiplan-APOCHRO-
MAT 50x/0,95

Defectos de patrón: Luz incidente, campo claro; EC Epiplan-
APOCHROMAT 50x/0,95

Oblea

Patrón de foto máscara: Trasluz, campo claro; EC Epiplan-APO-
CHROMAT 10x/0,30

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio



1313

200 µm

ZEISS Axio Imager Vario trabajando en la aplicación

Trasluz, campo claro; EC Epiplan-APOCHROMAT 10x/0,30

Error de subpíxel claro: Mancha clara sobre fondo negro de-
stacada mediante subpíxel azul en estado "On".

Error de subpíxel oscuro: Mancha oscura sobre fondo blanco 
destacada mediante subpíxel rojo en estado "Off".

Pantalla TFT

Restos sobre LCD: Puede resultar en manchas oscuras; limitable 
bajo microscopio de subpíxel "Off"
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5 Software

•	 AxioVision, AxioVision LE

Módulo AxioVision recomendado:

•	 MosaiX (toma de imagen, mesa de escaneado)

•	 Análisis de hierro fundido, tamaño de grano y 

multifase, NMI, Particle Analyzer, puntos nor-

malizados, medición interactiva, Shuttle & Find 

(análisis de imagen) análisis online

6 Componentes

•	 Hardware Auto Focus

•	 Sensor lineal

•	 Mesa: Mesa en cruz A/D 200 x 200 R,  

Mesa en cruz luz incidente 300 x 300 R,  

Mesa de escaneado 200 x 300 STEP,  

Mesa de escaneado 300 x 300 STEP

3 Iluminación

•	 12 V 100 W halógeno

•	 100 W HBO

•	 microLED

4 Cámaras

Cámaras recomendadas:

•	 AxioCam HRc

•	 AxioCam MRc5

•	 AxioCam MRc

•	 AxioCam ICc 5

1 Microscopio

•	 Axio Imager.A2 Vario (manual, codificado)

•	 Axio Imager.Z2 Vario (completamente motorizable)

•	 Axio Imager.Z2 Vario (sin enfoque)

2 Objetivos

•	 Luz incidente: EC EPIPLAN, EC Epiplan-NEOFLUAR, 

EC Epiplan-APOCHROMAT

•	 Luz transmitida  N-ACHROPLAN, EC Plan-NEOFLUAR, 

Plan-APOCHROMAT, C-APOCHROMAT, FLUAR

•	 Especial: LD EPIPLAN, LD EC Epiplan-NEOFLUAR

Flexiblidad en la elección de componentes  
Experimente la calidad en cada componente posible
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Visión general de sistema ZEISS Axio Imager.A2 Vario
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Visión general de sistema ZEISS Axio Imager.Z2 Vario
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Datos técnicos

Componentes Axio Imager Vario

Máxima altura de la muestra 0 - 254 mm (con luz incidente, sin mesa)

0 - 112 mm (con luz incidente, con mesa)

0 - 91 mm (con trasluz, con mesa)

Eje del enfoque de revolver de objetivo 5 mm

Profundidad de espacio de muestra 385 mm (eje óptico hasta columna)

Recorrido de desplazamiento máximo de la mesa 300 mm x 300 mm

Área de luz transmitida máxima 200 mm x 200 mm

Dimensiones del microscopio 180 mm x 260 mm x 420 mm (altura x anchura x profundidad)

Peso del microscopio Según equipo 17,5 hasta 20 kg

Masa de la placa base y columna aprox. 78 kg

Mediciones de placa base 700 mm x 574 mm (anchura x profundidad)

Ocular  campo de visión 23 o 25

Aumento de objetivo 1x - 150x

Objetivos Luz incidente: EC EPIPLAN, EC Epiplan-NEOFLUAR, EC Epiplan-APOCHROMAT
Luz transmitida  N-ACHROPLAN, EC Plan-NEOFLUAR, Plan-APOCHROMAT, C-APOCHROMAT, FLUAR
Especial: LD EPIPLAN, LD EC Epiplan-NEOFLUAR

Tubos Módulo de tubo sin visión binocular, tubos binoculares, fototubos, ergotubos y ergofototubos

Mesa Mesa en cruz manual y mesa de escaneado motorizada para luz incidente y luz transmitida con recorrido de desplazamiento 
de 200 mm x 200 mm o 300 mm x 300 mm

Iluminación 12 V 100 W HAL, 100 W HBO, microLED

Procesamiento de contraste Luz incidente: Campo claro, campo oscuro, contraste interferencial, contraste interferencial circular, polarización, contraste de fases, 
fluorescencia: Campo claro, campo oscuro, contraste interferencial, polarización, contraste de fases contraste de interferencia diferencial, 
polarización, contraste de fases
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Datos técnicos

Condiciones ambientales

Transporte (en embalaje)

Temperatura ambiente permitida -40 hasta +70 °C

Funcionamiento

Temperatura ambiente permitida +10 hasta +40 °C

Humedad relativa del aire permitida máx. 75 % a 35 °C

Presión de aire 800 hPa hasta 1060 hPa

Altura de funcionamiento máx. 2000 m

Grado de suciedad 2

Datos técnicos para Axio Imager Vario

Área de aplicación espacios cerrados

Clase de protección I

Tipo de protección IP 20

Seguridad eléctrica según DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) bajo cumplimiento de disposiciones CSA y UL

Categoría de sobretensión II

Alteraciones de ondas según EN 55011 Clase B

Resistencia a interferencias según DIN EN 61326

Tensión de red para Control-Box externa 100 hasta 127 V, 200 hasta 240 V ±10 %

¡No es necesario un cambio de la tensión de red!

Frecuencia de red 50/60 Hz

Consumo de potencia de módulo de microscopio Axio Imager.A2 Vario máx. 300 VA

Consumo de potencia de módulo de microscopio Axio Imager.Z2 Vario máx. 260 VA

Luz integrada MicroLED 400 hasta 700 nm, Peak a 460 nm, grupo de riesgo LED 1 según IEC 62471

Fuente de alimentación, CAN externo para HAL 100

Área de aplicación espacios cerrados

Clase de protección I

Tipo de protección IP 20

Tensión de red 100 VAC ... 240 VAC

Frecuencia de red 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 260 VA
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Datos técnicos

Balastro HBO 100

Área de aplicación espacios cerrados

Clase de protección I

Tipo de protección IP 20

Tensión de red 100 VAC ... 240 VAC

Frecuencia de red 50/60 Hz

Consumo de potencia en funcionamiento con HBO 100 máx. 155 VA

Fuente de alimentación de enchufe para SMC 2000

Área de aplicación espacios cerrados

Clase de protección I

Tipo de protección IP 20

Tensión de red 100 VAC ... 240 VAC

Frecuencia de red 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 2,5 A a 24 VDC

Fusibles según EC 127

Control-Box para Axio Imager.A2 Vario T 5,0 A/H / 250 V, 5x20 mm

Control-Box para Axio Imager.Z2 Vario T 5,0 A/H / 250 V, 5x20 mm

Fuente de alimentación externa para HAL 100 T 4,0 A / 250 V, 5x20 mm

Balastro HBO 100 T 2,0 A/H, 5x20 mm

Fuentes de luz

Lámpara halógena 12 V/100 W

Regulación de fuente de alimentación continua aprox. 0,7 hasta 12 V

Lámpara de arco de vapor de mercurio HBO 103 W/2

Consumo de potencia para HBO 103 W/2 100 W
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Datos técnicos

Componentes Opción Axio Imager.A2 Vario Axio Imager.Z2 Vario Axio Imager.Z2 Vario sin enfoque

Trípode Manual + - -

motorizado - + +

Control-Box - - + O

Codificación (legible desde PC) - + + +

Controlable con mando a distancia MARC + O O

Estación docking con TFT - O O

Gestor de contraste - - + +

Gestor de luz -  +*    +**    +**

Revolver de lentes de tubo Codificado O - -

Motorizado - O O

Revolver reflector 6x codificado + - -

6x motorizado - O O

6x motorizado ACR - O O

Revolver de objetivo 6x codificado POL Vario O - -

6x codificado HD DIC Vario O - -

6x motorizado POL Vario - O O

6x motorizado HD DIC - O O

7x motorizado HD - - O

Revolver modulador para C-DIC/TIC Manual O O O

Motorizado - O O

Iluminación transmitida Manual O O O

Rueda de filtro doble de luz transmitida Manual O O O

Motorizado - - -

Iluminación de luz incidente Manual + - -

Motorizado - + +
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Datos técnicos

+	 =	 Incluido en módulo de microscopio
O	 =	 Disponible opcionalmente
-	 =	 No es posible
*	 =	 Gestor de luz manual Imager
**	 = 	 Gestor de luz motorizado Imager
***	 = 	 Con aparato de red adicional 422610-9040-000
****	 = 	 Con aparato de red adicional 422610-9060-000

Componentes Opción Axio Imager.A2 Vario Axio Imager.Z2 Vario Axio Imager.Z2 Vario sin enfoque

Luz incidente de apertura de campo de luz Manual + O O

Motorizado - O O

Luz incidente de apertura Manual O O O

Motorizado - O O

Luz incidente de apertura con 
Revolver de apertura

Motorizado - O O

Rueda de filtro doble de luz incidente Manual O O O

Motorizado - O O

Reductor FL Manual O O O

Motorizado - O O

Cambio de luz Luz incidente / Transmitida Manual       O**** + +

por estación Docking o MARC     O***      O***     O***

Luz combinada mezclada Manual       O****       O****      O****

por estación Docking -      O***     O***

Enfoque de revolver de objetivo motorizado, 10 nm de resolución de amplitud de paso - + -

motorizado, 25 nm de resolución de amplitud de paso + - -

Auto Focus - - O -

ApoTome.2 - O O O

Mesa de escaneado Motores DC Stepper O O O
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>> www.zeiss.com/microservice

El microscopio ZEISS es una de sus herramientas más importantes. Por eso, nos aseguramos de que esté 

siempre listo para trabajar. Es más: nos preocuparemos de que usted pueda utilizar todas las opciones a su 

alcance para poder obtener lo mejor de su microscopio. Puede elegir entre una amplia gama de productos 

de servicios, cada uno suministrado por especialistas altamente cualificados de ZEISS, que le apoyarán 

mucho más allá de la compra de su sistema. Nuestro objetivo es que usted pueda experimentar esos 

momentos especiales que inspiran su trabajo.

Reparar. Mantener. Optimizar.

Obtenga el máximo rendimiento de su microscopio. Un Acuerdo de servicio Protect de ZEISS le permite 

presupuestar los gastos de funcionamiento, a la vez que evita costosos tiempos de inactividad, y conseguir 

los mejores resultados a través del rendimiento mejorado de su sistema. Elija entre los diversos acuerdos de 

servicio que se han diseñado para ofrecerle una amplia gama de opciones y niveles de control. Le ayudaremos 

a seleccionar el Acuerdo de servicio ZEISS Protect que responda a las necesidades de su sistema y requisitos 

de uso, en línea con las prácticas habituales de su organización. 

Nuestros servicios bajo demanda también le ofrecen algunas ventajas destacadas. El personal de servicio de 

ZEISS analizará las incidencias que tenga y las resolverá, ya sea a través de un software de mantenimiento 

remoto o desplazándose a su lugar de trabajo.

Mejore su microscopio.

Su microscopio ZEISS está diseñado para poder admitir una gran variedad de actualizaciones: las interfaces 

abiertas le permiten mantener un alto nivel tecnológico en todo momento. Por este motivo, podrá trabajar  

a partir de ahora de manera más eficiente, al tiempo que incrementa la vida productiva de su microscopio  

a través de las nuevas posibilidades de actualización.

Optimice el rendimiento de su microscopio con la asistencia  
técnica de ZEISS: ahora y en los años venideros.

Cuente con el servicio en el verdadero sentido de la palabra
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The moment "I think" becomes "I know".
This is the moment we work for.

// technology
     Made By Zeiss
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Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Alemania  
Materials
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/axioimagervario
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www.flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
www.youtube.com/zeissmicroscopy
http://facebook.com/zeissmicroscopy
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